19 W (pat) 27/01 Verkindet am
11. August 2003

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 198 44 756.6-52

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 11. August 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dipl.-Phys. Dr. Kellerer und der Richter = Schmdger,
Dipl.-Phys. Dr. Mayer und Dipl.-Ing. Grof}

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

BPatG 154
6.70



Griunde

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prifungsstelle fur Klasse G 01 B - hat die
am 29. September 1998 eingegangene Anmeldung mit der inlandischen Prioritat
vom 11. Februar 1998 (Akz: 198 05 536.6) durch Beschluss vom 3. Januar 2001
mit der Begrindung zurickgewiesen, dass sich der Gegenstand des Patentan-

spruchs 1 in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergebe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Der geltende Patentanspruch 1 gemafl} Hauptantrag lautet:

"Verfahren zur Dickenmessung unter Zuhilfenahme des Ab-
sorptionsprinzips, dadurch gekennzeichnet,

dass zur Dickenmessung eines Metallbandes (1) dessen Di-
ckenmesswert aus der Absorption eines von einem Strahler (6)
einer Dickenmesseinrichtung (5) ausgesandten und auf einen
Empfanger (7) der Dickenmesseinrichtung (5) gerichteten
Strahls (10) bei dessen Durchtritt durch das Metallband (1) er-
rechnet wird, und dass eine Steigung der Oberflache des Me-
tallbandes (1) gemessen und der mit der Dickenmesseinrich-
tung (5) gemessene Dickenmesswert in Abhangigkeit der Stei-

gung der Oberflache des Metallbandes (1) korrigiert wird."

Gemal Hilfsantrag sind im Patentanspruch 1 im Kennzeichen nach "dass zur Di-
ckenmessung eines" die Worte "eine Dickenmesseinrichtung (5) passierenden”

eingefugt.



Es soll die Aufgabe geldst werden, bei einer auf dem Absorptionsprinzip basieren-
den Dickenmessung zur Bestimmung der Dicke eines Metallbandes ein Verfahren
bzw eine Einrichtung anzugeben, das bzw die es ermdglicht, die Dicke eines Me-

tallbandes praziser zu messen (S 1, Z 14 bis 21 der geltenden Beschreibung).

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit
folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentanspruche 1 bis 10 vom 15. Juli 2003,

hilfsweise Patentanspriche 1 bis 9, Uberreicht in der mundli-
chen Verhandlung vom 11. August 2003 mit Patentanspruch 10
vom 15. Juli 2003,

in beiden Fallen mit Beschreibungseinleitung Seiten 1 und 1a
vom 15. Juli 2003, sowie Offenlegungsschrift ab Spalte 1 Zei-

le 36 und Zeichnungen gemalf} Offenlegungsschrift.

Die Anmelderin vertritt die Ansicht, dass das im Patentanspruch 1 nach Hauptan-
trag beanspruchte Verfahren zur Dickenmessung unter Zuhilfenahme des Ab-
sorptionsprinzips durch den Stand der Technik nicht nahegelegt und somit pa-
tentfahig sei. Die Einfligung im Patentanspruch 1 des Hilfsantrags ergebe sich fur
den Fachmann aus dem Hinweis in der Beschreibung, dass bei Dickenmessge-
raten, die auf dem Absorptionsprinzip basieren, es insbesondere am Bandkopf

zu Messungenauigkeiten komme.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



Die zulassige Beschwerde konnte keinen Erfolg haben, weil das Verfahren zur Di-
ckenmessung des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag auf keiner erfinderischen
Tatigkeit beruht und das Verfahren des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag unzu-

lassig erweitert ist.

1. Hauptantrag
Aus dem Fachlexikon "ABC Physik", Verlag Harri Deutsch, Zirich und Frankfurt
am Main, 1974 ist unter dem Stichwort "Absorption" (S 21) bekannt, dass fur die

Durchlassigkeit D von Strahlungsintensitat elektromagnetischer Wellen durch ein
Medium der formelmalige Zusammenhang gilt:

D = I/l = exp[-kd] (Bouguer-Lambertsches Gesetz)

Dabei bedeuten |, die im Medium am Ort a und l. die nach einer Laufstrecke der
Lange d (=Schichtdicke) am Orte e im Medium vorhandene Strahlungsintensitat
und k die Absorptionskonstante (S 22 Ili Sp Abs 3). Dem Fachmann, einem
Diplomphysiker mit Universitatsabschluss, ist dieser formelmaRige Zusammen-
hang, der ein Verfahren zur Dickenmessung unter Zuhilfenahme des Absorptions-
prinzips beinhaltet, aus seinem Studium und entsprechenden Praktikumsversu-
chen bekannt. Es ergibt sich somit fur ihn aufgrund seiner Fachkenntnisse, dass
er zur Dickenmessung eines Mediums, das auch ein Metallband sein kann, des-
sen Dickenmesswert aus der Absorption eines Strahls beim Durchtritt durch das
Medium, also das Metallband, errechnen kann. Er bendtigt demnach fur diese Art
von Dickenmessung eine Dickenmesseinrichtung mit einem Strahler, der einen
Strahl auf das Metallband aussendet, und auf einen Empfanger der Dickenmess-
einrichtung gerichtet ist, der auf der dem Strahler abgewandten Seite des Metall-

bandes zur Detektion der Intensitat | angeordnet ist.



Steht der Fachmann vor dem Problem, bei diesem bekannten Verfahren zur Di-
ckenmessung unter Zuhilfenahme des Absorptionsprinzips die Dicke des Metall-
bandes sehr prazise zu messen, wird der Fachmann ohne erfinderische Uberle-
gungen daran denken, dass bei einem Metallband, das planparallele Oberflachen
besitzt, der Strahl senkrecht zur Oberflache des Metallbandes ausgerichtet sein
muss. Andernfalls misst er eine zu gro3e Dicke des Metallbandes. Entweder jus-
tiert der Fachmann in der Dickenmesseinrichtung die Oberflache des Metallban-
des senkrecht zum einfallenden Strahl; oder er bestimmt den Einfallswinkel des
Strahls auf die Oberflache des Metallbandes, indem er die Steigung der Oberfla-
che des Metallbandes misst, und korrigiert anschlieend den mit der Dickenmess-
einrichtung gemessenen Dickenmesswert in Abhangigkeit von der gemessenen
Steigung der Oberflache des Metallbandes. Hierbei hat er dann lediglich einfache
geometrische Uberlegungen unter Einbeziehung der Verhaltnisse in einem recht-

winkligen Dreieck durchzufuhren.

Mithin ist der Fachmann ohne weiteres in der Lage, ausgehend von dem Fachlexi-
kon "ABC Physik" aaO aufgrund seiner Fachkenntnisse die im Patentanspruch 1
nach Hauptantrag angegebene Lehre zu realisieren. Man wirde die Kenntnisse
und Fahigkeiten des Fachmanns unterschatzen, wirde man ihm solches Handeln

nicht zutrauen.

2. Hilfsantrag
Entgegen der Meinung der Anmelderin ist das im Kennzeichen des Patentan-

spruchs 1 nach Hilfsantrag eingefugte Merkmal "dass zur Dickenmessung eines

eine Dickenmesseinrichtung (5) passierenden Metallbandes (1)" in den urspringli-

chen Unterlagen nicht offenbart.

Die von der Anmelderin hierzu zitierte Stelle in der urspringlichen Beschreibung
Seite 1 Absatz 3 macht die Aussage, dass es bei Dickenmessgeraten, die auf dem
Absorptionsprinzip basieren, insbesondere am Bandkopf zu Messungenauigkeiten

kommt. Nach Uberzeugung des Senats kann der zustandige Fachmann aus die-



ser Formulierung nicht ableiten, dass das Metallband die Dickenmesseinrichtung
wahrend der Dickenmessung passiert, dh dass die Dickenmessung kontinuierlich
erfolgen soll, insbesondere auch beim Einfuhren des Metallbandes in die Dicken-
messeinrichtung, wobei das Metallband dann noch nicht exakt fixiert ist. Die Be-

schreibung gibt dem Fachmann keine Hinweise darauf. Denn aus dem Ort des

Metallbandes, wo die Messprobleme auftreten, kann der Fachmann nicht auf das
Herstellungsverfahren des Metallbandes in Walzgerusten und die damit verbunde-
nen Messprobleme bei der Bestimmung der Banddicke wahrend des Walzens
schlieRen. Demnach fiihrt die eingefiigte Festlegung zu einer unzulassigen Ande-

rung des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag ist deshalb gegenuber dem urspunglich of-

fenbarten unzulassig erweitert und daher nicht gewahrbar.

3. Mit dem Patentanspruch 1 nach Haupt- und Hilfsantrag sind auch die auf diesen

rickbezogenen Anspriche 2 bis 8 nicht gewahrbar.

Mit dem Patentanspruch 1 nach Haupt- und Hilfsantrag sind auch die (beim
Hauptantrag fakultativ) nebengeordneten Patentanspriuche 7, 8 und die auf Pa-
tentanspruch 8 direkt oder indirekt rickbezogenen Patentanspriche 9 und 10
nicht gewahrbar, da ein Patent nur so erteilt werden kann, wie es beantragt ist (vgl
BGH GRUR 1997, 120 - "Elektrisches Speicherheizgerat").

Dr. Kellerer Schmadger Dr. Mayer Dipl.-Ing. Grof3
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